Abstrakt:

Tato prace se zabyva studiem vrstev MoS, pfipravenych mechanickou exfoliaci.
Vrstvy byly detekovany pomoci optické mikroskopie a pomoci AFM byl urcen jejich
pocet. Vrstvy byly charakterizovany pomoci Ramanovy spektroskopie s rliznymi
excitaénimi vinovymi délkami. Déle byla sestrojena spektro-elektrochemicka cela pro
vzorek tvofeny vrstvou MoS, a dvéma vrstvami grafenu o rizném izotopovém slozeni
a provedeno méfeni Ramanovych spekter pii napéti 0,0 V az 0,9 V. Ve spektru grafenu

byl pozorovan vétsi posun G médu na vrstvach s MoS; nez na vrstvach grafenu.
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